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1.はじめに

干渉計を用いた表面形状計測には長い歴史があり

さまざまな手法が行われてきた。しかしながら干渉

計は綿密な表面形状計測を行う際、さまざまな外乱

を受けその測定精度は低下する。結果として大きな

外乱のある場所では用いることはできない。そこで

我々は外乱に強いサニヤツク型干渉計に着目し、半

導体レーザを光源とする直接変調型サニヤツク半導

体レーザ干渉計を提案しているO　今回、この直接変

調が可能であることが確認できたので紺告する。

㌢　原理・
干渉信号式は次の式のように表されるO

S=A+Bcosa

ここで注入電流を変化させることでレ-ザの波長が

変化する。結果として、位相Q一は
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となり位相が変化するO　二二でLは光路差を意味し

ており、位相変調には光路差を導入する必要のある

ことがわかる。
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3.実験装匪

図1に実験装鐙の構成を示すo　レ～ザから蜘rさ

れた光は偏光ビームスプリッタ(PBS3)により水平

偏光成分とft直偏光成分の光に分けられるo水判后

光成分は干渉計内を反時計方向に回り物体-と照射

される。この際、二の光は二つのレンズの作用によ

り平行光として照射され測定物体上のIl'l凸情報を持

った物体光として同一経路を通り　CCD Lで結像す

るO　一方鉛蔽偏光成分は干渉計内を時計回りに回り

物体-と照射される。この時、レンズの合成焦点距

離にある物体-鋭いスポット光として照射されるO

このため表面の形状の影響は受けず、このスホット

光が参照光となるためサニヤツク型干渉計は特別な

参照面を必要としない。また共通光路型の干渉計で

もあるため外乱に強い干渉計となる。上でも述べた

通り直接変調を用いた位相をシフトさせるためには

参照光と物体光の間に光路差を設ける必要がる。本

研究ではPBSlとpBS2の作用を利用することによ

り水平偏光成分と鉛直偏光成分の間に光指差を導入

している。また光指差が与えられたそれぞれの光は

サニヤツク型1二渉計-入射される。サニヤツク型干

渉計で生じたT一渉縞はCCDで受光される. (図1)
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図1　実験装FJIの偶成
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3.信号処理

信号処理回路のブロック図を図2に示すCCDか

ら得られた信号を同期分離回路に適すことでフィー

ルド信号を放り出し、それを分周器にて1/2、 1/1分
間を行った。史にこの信号を元にマルチプレクサ-

にてJステップの変調電圧(図3)を生成しLD変
調器(LM)を通してLDを変調するo

1*12　foiiiシフト信号矩!tlHl紺

lフレーム
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凶3　位相シフト変調電圧

①

4.実験結果

レ-ザの発振波長6 5 9rim、出力電流84IllA、光

路差は1 5cm　とし画像を1フレームごとに取得し

たっ　結果を図こlに示す　　紋日の画像からシフトが

開始さtin/コずつ位相がずれている様子を確認した。

実験は木製の机」二に把か.1れた厚さ61m11の鉄板の上

で'rfったO　光学ベンチ上でないのにもかかわらず良

好な縞画像を得ることができた0

5.まとめ

外乱に強く直接変調が可能なサニヤツク型干渉計

を構築し、その直接変調特性を確認した,。

また外乱の多い環境下においても良好な縞画像を取

柑することができた。

今後この4枚の画像を用い位相シフト法による位

細解析を行うとともにその精度について険討するO
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